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１．はじめに

MIL-STD-461G の新しい要求事項 CS117 は、雷によっ
て誘導された過渡応答、つまり DO-160G 規格のセク
ション 22 により、以前は民間航空機に適用されてい

た試験セットに言及している。しかし、軍用航空機や水上艦に
要求される事項は、セクション 22 の要求とわずかに異なってい
る。両規格は、試験中に適用する６つのパルス波形を指定する。
波形は、セクション 22 で 3 つの事象形態の一部として、単一波

（SS: Single Stroke）、複 数 波（MS: Multiple Stroke）、複 数 群 発
波（MB: Multiple Burst）が登場する。CS117 の要求事項は MS と
MB だけ引用し、SS を除外している。セクション 22 では、ピン注
入（PIN: Pin Injection）、ケーブル誘導（CI: Cable Induction）、
グランド注入（GI: Ground Injection）の３つの妨害に対する適
用方法が規定されているが、CS117 は CI 法でのパルス適用を
要求する。

前述した修正の根拠はセクション 22 と比較すると、意思決定
プロセスを減らして簡略化する目的の MIL 規格で使われる規範
的なアプローチにほぼ一致している。航空機ゾーニング（適用で
きる波形セットと試験レベルを確立するために必要な手順）は、
比較的複雑で、時間がかかる。さらに、標準化された試験セット
アップは、重要であると思われる。

次のセクションでは、２つの規格の試験レベルについて多面的な
比較を行う。

２．試験レベルの比較：セクション 22 と CS117
試 験レベルは、両方の規 格で 波 形ごとに明 確に定義されて

いる。セクション 22 では波形ごとに５つの試験レベルがあるが、
CS117 では試験レベルは２つだけである。さらに CS117 は、低い
カウント・ワイヤ束や電源 線用の特別な（減らされた）試 験レ
ベルを定めている。だが、CS117 に基づく試験レベルの減少は
セクション 22 とは同等ではないので、比較 対象には含めない
ものとする。

最後に、セクション 22 の PIN 試 験レベルと CS117 の CI 試 験
レベルを比較して、発生器の定義の重要な差異について述べる。

PIN 発生器には、オープン回路電圧とショート回路電流の比率に
よる一定の仮想インピーダンスがあるが、CI 試験では、機器に過
度な負担がかかるのを防ぐため、一定のインピーダンスや電流・
電圧制限を設定せずに電圧波形または電流波形が適用される。一
貫したアプローチを維持するため以下の試験レベルだけを比較す
る。電流波形 WF1、電圧波形 WF2、電圧波形 WF3、電圧波形
WF4、電流波形 WF5A、電流波形 WF6。ケーブル束（CB：Cable 
Bundle）試験用に規定されている電流または電圧の限度は、こ
の分析では考慮しない。

３．セクション 22：PIN と CS117 の CI
DO-160G のセクション 22 では、WF3（1MHz）、WF4、WF5A という

３つの波形が、PIN 法を使用して適用される。PIN 試験レベルは、
CS117 で CI 用に指定されたのと同一波形の対応するレベル（最初
の印加）と波形ごとに比較する。

表１. セクション 22 の PIN と CS117 の CI （WF3 1 MHz）

CS117 での WF3、 1MHz（表１参照）、CI 法による CB 試験に規定
された試験レベルには両方とも、セクション 22 のレベル 3（L3）と
レベル 4（L4）に等しい振幅がある。セクション 22 の PIN 試験で
10MHz の波形は定義されていないので、このセクションでは比較
を考慮していない。WF3 の最も高い単一印加ピーク要求は、セク
ション 22 にある。

WF3 1 MHz
DO160Gのセクション22 MIL-STD-461GのCS117

PIN CI （最初の印加）
L1　100 V ―
L2　250 V ―

  L3　600 V 内部    600 V
L4　500 V 外部  1500 V
L5  3200 V ―
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２０１５年１２月に発行された新しいMIL-STD-461G規格には、雷によって誘導された過渡応答に対する要求事項が入っている。この新
版461Gでは、DO-160Gのセクション22との基本的な違いの他にも、ピン注入法と単発印加試験を破棄するという決定について検討
を要する。規格委員会は、これらの要求事項がケーブル誘導方法によって使用される試験レベルで調整されカバーされていることを確認
した。本稿は記載された試験レベルを比較して、ピン注入法とケーブル誘導法が同等であるという評価の根拠を提供する。
キーワード…間接雷試験; DO-160G セクション22、CS117、ピン注入（pin injection）、ケーブル誘導（cable induction）。

mailto:sales@emc-partner.ch

